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摘要(译)

本发明涉及方法，设备和使用纳米孔分析物的分析系统。该方法，设备
和系统使用的第一和每一个生物样品中的特异性地结合至分析物的第二
结合元件。该方法包括检测和/或计数附着到第二连接元件和存在和/或在
分析物的存在和/或浓度标记数的相关性的可切割的标记。这些方法的方
面不涉及一个标签，而是，能够直接检测/定量的第二连接元件。检测和/
或计数可以由标记易位/通过纳米孔的第二连接构件来执行。本发明还涉
及到装置和系统被编程以执行本发明的方法。
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